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摘要(译)

磁共振扫描仪（ 12 ）配置用于热成像。一个或多个处理器（ 28 ）从磁
共振扫描仪接收（ 56 ）热图像数据并重建至少一个热图像，其中每个体
素包括温度变化的度量。一个或多个处理器识别（ 58 ）热异常体素。显
示器（ 44 ）显示具有所识别的异常热位置的至少一个重建图像。
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